P¥iloha €. 4 — Technicka specifikace pfristroje Stolni rentgenovy difraktometr

- pro kvalitativni, kvantitativni a strukturni analyzu krystalickych fazi,

- musi odpovidat poZzadavkim na ochranu proti ionizujicimu zafeni a na bezpecnost elektrickych a
strojnich zafizeni, dle zdkona ¢. 263/2016 Sb., atomovy zakon, a souvisejicich provadécich pravnich
predpist,

- musi byt ve shodé se Smérnicemi ES pro strojni zafizeni (2006/42/ES), pro nizkonapétova
elektricka zarizeni (2006/95/ES) a pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/ES),

- musi umozZniovat plné autonomni Cinnost bez nutnosti pfipojeni externiho pocitace pro ucely
ovladani difraktometru, akvizice dat, jejich vyhodnocovani a zobrazovani vysledkd,

- bez nutnosti externiho chlazeni vodou,

- napajeni ze standardni elektrické zasuvky 220 V/50 Hz,

- nizkd spotreba elektrické energie (max. 650 W),

- vysokonapétovy generator 30 kV/10 mA,

- snadna premistitelnost (hmotnost do 100 kg) a zprovoznéni bez nutnosti instalace, justace a
konfigurace,

- rentgenka s Zivotnosti vice nez 5 let, material anody musi poskytovat optimalni vinovou délku pro
kvalitativni difrakéni analyzu Sirokého spektra material( véetné ptdnich a metalurgickych vzorkd,

- vertikdlni goniometr v uspofadani Theta/Theta, umoZnujici méreni vzorku v trvale horizontalni
poloze,

- polomér méfici kruznice alespon 140 mm,

- Uhlovy rozsah alespon -3 az 145° 2Theta,

- minimalni krok 0,005° 2Theta,

- pristroj musi umoZniovat méreni pfi Uhlech < 1° 2Theta

- Uhlova presnost lepsi nez £0,02° 2Theta v celém méficim rozsahu (pro akceptaci nutné prokazat
zmérenim korundového standardu, ktery je soucasti predmétu plnéni),

- vzorkovy stolek umoZiujici rotaci vzorku béhem méreni s moznosti ménéni rychlosti otacek,

- rychly polovodifovy pozi¢né citlivy energiové disperzni silicon strip detektor s minimalné 190
stripy; dodavatel musi garantovat plnou funkénost vsech stripli v okamZiku akceptace pfistroje

- max. celkova rychlost ¢itani >100.000.000 pulzd/s

- detektor musi mit energiové rozliSeni lepSi nez 5% energie pouZitého zafeni, dostatecné
k potlaceni fluorescenéniho zafeni bez nutnosti pouziti sekundarniho monochromatoru a Kbeta
¢ary Cu na uroven nizsi nez 1% intenzity ¢ary Cu K alfa bez nutnosti pouZiti Kbeta filtru,

- Uhlové pokryti detektoru >5° 2Theta

- standardni drzaky na vzorky, 20 kusu

- ,bezdifrakéni” kfemikové drzaky, minimalné 2 kusy

- sady potiebnych clon a filtrd

- software pro ovladani difraktometru a akvizici dat,

- software pro kvalitativni a kvantitativni fdzovou analyzu praskovych i kompaktnich
polykrystalickych vzork( s pomoci strukturnich databazi (Search/Match), 10 licenci

- licence strukturni databaze



